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TECHNOLOGII

Vyzkumné oddéleni klasickych optickych méficich metod

Stanoveni nejistoty méreni pro interferometrii v bilém svétle na
drsném povrchu

Interferometrie v bilém svétle je osvédcena a ¢asto pouzivana metoda pro presné méfeni tvaru predméti. Jeji
vyhodou je, ze mize méfit tvar predmétl jak s opticky hladkym, tak i s opticky drsnym povrchem. Pro
technickou praxi je zajimavéjsi ptipad opticky drsného povrchu, protoze vétSina technickych povrchi, se
kterymi se setkavame, se da klasifikovat jako povrchy opticky drsné. Nejistota méfeni je u predmétu s drsnym
povrchem piiblizné¢ 1 um.
Pii méfeni tvaru predmétu pomoci interferometrie
Vv bilém svétle se pouziva obvykle Michelsoniv
interferometr s Sirokopasmovym zdrojem svétla.
Tim muze byt svitici nebo luminescencni dioda,
zéarovka nebo vybojka. Zrcadlo v jedné vétvi
Michelsonova interferometru se nahradi métenym
predmétem. Zrcadlo ve druhé vétvi slouzi jako
referen¢ni zrcadlo. Svétlo ze Sirokopasmového
zdroje osvétluje méteny predmét i referencni
zrcadlo. Svételné viny odrazené od méfeného
predmétu se skladaji s vinami odrazenymi od
referen¢ni zrcadla a interferuji spolu. Na vystupu
interferometru je CCD kamera s optickou
soustavou. Ta zobrazuje méteny pfedmét na
svétlocitlivy ¢ip kamery. Pii méteni tvaru se
métfeny predmét pohybuje ve sméru optické osy a
kamera na vystupu interferometru zaznamenava
jednotlivé snimky. Dréha, kterou méfeny predmét
urazi v dob€ mezi dvéma snimky, se nazyva
vzorkovaci krok. Ze zaznamenanych snimki se
ziska pribéh intenzity v jednotlivych pixelech a
Z nich je mozZné vyhodnotit tvar méteného
pfedmétu.
Jako kazdé méfeni je i méteni tvaru pfedmét

Obr. 1 Vyskovy profil mince m&feny pomoci interferometrie ~ pomoci interferometrie v bilém svétle zatizeno

v bilém svétle. Vys§kové udaje jsou v mikrometrech. chybou. Chyba méfeni zavisi na parametrech
meéfici soustavy. Jsou to spektralni Sitka svételného

zdroje, Sum kamery, velikost vzorkovaciho kroku a drsnost povrchu méfeného predmétu.
Predmétem naSeho vyzkumu bylo zjistit, jakym zplisobem zavisi nejistota méteni interferometrie v bilém svétle
na parametrech méfici soustavy. Znalost takové zavislosti je dilezitd, protoZze umozZiluje spravné nastaveni
parametri. Podle ocekavani roste naptiklad nejistota méteni s velikosti vzorkovaciho kroku. Na druhé strané se
ovsem pii malém vzorkovacim kroku prodluzuje doba méfeni. Dilezité je, aby parametry méfici soustavy byly
nastaveny optimalné, to znamena tak, aby bylo mozné méfit s pokud mozno nizkou nejistotou méteni, ale aby
nevhodné nastavené parametry neprodluZzovaly zbytecné dobu méteni.
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